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(54) Title: ADAPTIVE METHOD FOR CONCURRENT DIGITAL CALIBRATION OF THE OFFSET IN COMPARATORS IN
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS (ADCs)
(54) Título: PROCEDIMIENTO ADAPTATIVO DE CALIBRACIÓN DIGITAL CONCURRENTE DEL OFFSET EN
COMPARADORES EN CONVERTIDORES ANALÓGICO-DIGITALES (ADCs)
(57) Abstract: The invention relates to an adaptive method for calibrating the offset of comparators in analog-to-digital converters
(ADCs). The technique used enables the effective threshold voltage or transition of the comparators to be adjusted by means of a
low-cost digital control, without affecting the natural path of the signal, and therefore without interrupting the A/D conversion of
the analog input. Said method is therefore a concurrent calibration technique.
(57) Resumen: El objeto de la presente invención es un procedimiento adaptativo para la calibración del offset de comparadores
en convertidores analógico-digitales (ADCs). La técnica que implementa permite ajustar mediante un control digital de bajo coste
la tensión umbral efectiva o transición de los comparadores sin afectar al camino natural de señal, y por tanto, sin interrupción de
la conversión A/D de la entrada analógica. Se trata, por tanto, de una técnica de calibración concurrente.

























































